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前言

对于国内的物理学工作者和青年学生来讲，研读国外优秀的物理学著作是系统掌握物理学知识的一个
重要手段。
但是，在国内并不能及时、方便地买到国外的图书，且国外图书不菲的价格往往令国内的读者却步，
因此，把国外的优秀物理原著引进到国内，让国内的读者能够方便地以较低的价格购买是一项意义深
远的工作，将有助于国内物理学工作者和青年学生掌握国际物理学的前沿知识，进而推动我国物理学
科研和教学的发展。
为了满足国内读者对国外优秀物理学著作的需求，科学出版社启动了引进国外优秀著作的工作，出版
社的这一举措得到了国内物理学界的积极响应和支持，很快成立了专家委员会，开展了选题的推荐和
筛选工作，在出版社初选的书单基础上确定了第一批引进的项目，这些图书几乎涉及了近代物理学的
所有领域，既有阐述学科基本理论的经典名著，也有反映某一学科专题前沿的专著。
在选择图书时，专家委员会遵循了以下原则：基础理论方面的图书强调“经典”，选择了那些经得起
时间检验、对物理学的发展产生重要影响、现在还不“过时”的著作(如：狄拉克的《量子力学原理
》)。
反映物理学某一领域进展的著作强调“前沿”和“热点”，根据国内物理学研究发展的实际情况，选
择了能够体现相关学科最新进展，对有关方向的科研人员和研究生有重要参考价值的图书。
这些图书都是最新版的，多数图书都是2000年以后出版的，还有相当一部分是2006年出版的新书。
因此，这套丛书具有权威性、前瞻性和应用性强的特点。
由于国外出版社的要求，科学出版社对部分图书进行了少量的翻译和注释(主要是目录标题和练习题)
，但这并不会影响图书“原汁原味”的感觉，可能还会方便国内读者的阅读和理解。
“他山之石，可以攻玉”，希望这套丛书的出版能够为国内物理学工作者和青年学生的工作和学习提
供参考，也希望国内更多专家参与到这一工作中来，推荐更多的好书。
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内容概要

　　现代科学技术（从材料科学到集成电路）已深入到纳米层次。
从薄膜到场效应传感器，研究的重点是如何把尺度从微米量级减小到纳米量级。
纳米薄膜分析一书主要研究了材料表面及从表面到几十乃至100纳米深的结构与构成。
主要讨论了用入射粒子和光子来量化结构并进行成分和深度分析的材料表征方法。
　　本书讨论了通过入射光子或粒子刻蚀纳米材料来表征材料的方法，入射的粒子能够激发出可测的
粒子或光子，这正是表征材料的依据，纳米尺度材料分析实验会用到大量入射粒子与待测粒子束的相
互作用。
其中较重要的有原子碰撞、卢瑟福背散射、离子遂道、衍射、光子吸收、辐射与非辐射阳县跃迁以及
核反应。
本书详细介绍了各种分析和扫描探针显微技术。
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编辑推荐

《纳米薄膜分析基础17(影印版)》主要研究了材料表面及从表面到几十乃至100纳米深的结构与构成。
主要讨论了用入射粒子和光子来量化结构并进行成分和深度分析的材料表征方法以及详细介绍了各种
分析和扫描探针显微技术。
《纳米薄膜分析基础17(影印版)》可供物理学工作者参考学习。
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